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Szanowni Państwo 

 

Uniwersytet Śląski zaprasza do składania ofert  na: Przegląd i naprawy mikroskopu 

firmy: JEOL- JEM 3010 ze spektrometrem EDS , w okresie 12-mcy 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa (opieka serwisowa), obejmująca swym zakresem: 

 Przegląd i konserwację mikroskopu JEM 3010 ze spektrometrem EDS.  

 Wykonywanie wszelkich napraw w terminie 14 dni, od przekazania informacji przez 

Zamawiającego o powstałym uszkodzeniu. 

 Przed wykonaniem naprawy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

kosztorysu wymiany „części zamiennych” niezbędnych do wykonania naprawy. 

 Zatwierdzenie kosztorysu przez Zamawiającego uprawnia Wykonawcę do wykonania 

naprawy urządzenia. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do podania łącznej kwoty brutto, obejmującej w/w czynności 

świadczone w okresie 12 m-cy, od daty zawarcia umowy. 

Podana cena nie zawiera kosztu ,,części zamiennych” niezbędnych do wykonania naprawy 

urządzenia. 

 

II. Miejsce użytkowania: Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach,                                                    
Instytut Nauki o Materiałach, 41-500 Chorzów, ul.75 Pułku Piechoty 1A. 

 

Osoba do kontaktu: dr Maciej Zubko, tel: 32 349 75 09 

Sprawę prowadzi: mgr Mirosław Podsiadło, tel: 32 359 1473 

 

 

III. Oferta cenowa: 

 

Cena usługi: ……………….. zł brutto ( bez kosztu części zamiennych) 

 

Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość wykonanej usługi, oświadcza, że posiada 

autoryzację producenta mikroskopu - JEOL – JEM 3010 do wykonywania przedmiotowych 

czynności serwisowych, oraz doświadczenie zawodowe. 

 

IV. Termin wykonania usługi: 12 m-cy, od daty zawarcia umowy 

 

 

Oferty prosimy składać do dnia 12.04.2013r, do g. 15.30, w formie papierowej lub 

elektronicznej na adres: Uniwersytet Śląski – Dział Logistyki, ul. Bankowa 12, 40-007 

Katowice, mail:miroslaw.podsiadlo@us.edu.pl. 


